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分野9

受動回路のインピーダンス測定では主にインピーダン
スアナライザを用いて、数10 Hz～数MHzの帯域（周波数
域）で対応しますが、回路デバイスの高周波対応などに伴
い、数MHzを越えて1GHz付近までの帯域での評価に関
する相談も多く、供試回路に応じた準備の必要が多くなっ
てきました。高周波域では電力の透過や反射で測定する計
器であるベクトルネットワークアナライザ（以下、VNA）を
使用しますが、電力信号の伝搬を考慮した測定系の校正
や基準回路の準備等が必要となります。
電気容量式センサのインピーダンスを1ポート回路の反
射特性の実測から評価した例を図1に示します。高周波実
装された供試ではありませんが、VNA側のケーブルに接
続できる同軸コネクタを供試回路の前段に取付けることを
実測の準備として提案し、同ケーブル終端を基準とする校
正を行った上で反射特性を実測しました。観測される反射
係数S11（入力波に対する反射波の複素振幅比）と回路イン
ピーダンスZとの間は式（1）の関係にあります（測定系の
特性インピーダンス：Z0 = 50Ω）。

S11=(Z− Z0)／( Z＋Z0)
式（1）からこのZ値を定量評価した結果、MHz～GHzの
帯域で共振などの特異点を持つこと（図1（b）矢印箇所）が
確認され、同帯域での実装や利用には相応の注意を要す
ることを示しています。このように供試回路だけでは所望
の実測が困難な場合でも、測定系の準備を施すことで対応
できるような場合もあります。
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図1　電気容量式センサの各種特性　(a)1ポート測定による反射特性
(b)インピーダンス値の周波数特性
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